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BADANIA WEASCIWOSCI MATERIALtOW

Nazwa urzgdzenia

Metody badawcze

Uniwersalna maszyna wytrzymatosciowa
Instron 4505/5500R 100 kN

Komora srodowiskowa Seria 3119,
Piec oporowy Seria W-8711

Uniwersalna maszyna wytrzymatosciowa
ZD-20 200 kN

Statyczna préba rozciggania i Sciskania
Prdba zginania

Proba rozttaczania, wywijania kotnierza
Badania w zakresie temperatury od -150
do +1100°C

Uniwersalny twardosciomierz
Otto-Wolpert Dia Testor 2RC 250 kg

Mikrotwardosciomierz potautomatyczny
Future-Tech FM-700 1000 g

Pomiar twardos$ci metoda Brinella,
Vickersa, Rockwella, Knoopa
Badania w zakresie obcigzenod 1 g
do 250 kg

Przyrzad do pomiaru ttocznosci blach i tasm

Préba Erichsena
Srednice kulistych stempli: 3, 8, 15, 20 mm

Przyrzad do badania drutéw i tasm na zginanie
i przeginanie

Préba zginania i wielokrotnego przeginania
Szczeki oporowe o réznych promieniach
zaokraglenia

Uniwersalny mtot udarnosciowy
Charpy WPW PS-30

Badanie udarnosci

Urzadzenie do badania podatnosci drutow
na skrecania T-5

Prdoba skrecania

Mobilny system termowizyjny ThermaCam
SC640 FlirSystems

Oprogramowanie do analizy termograficznej
ThermaCam Researcher Professional

Pirometr optyczny LaserSight Optris

Pomiar gradientu temperatury

na powierzchni badanych obiektow
Pomiary statyczne i dynamiczne

Analiza proceséw technologicznych, stopnia
zuzycia urzadzen

Nieniszczgce badania potgczen
nieroztgcznych (termografia aktywna)

Miernik grubosci powtok izolacyjnych
Deltaskope MP 30 Fischer Technology Inc.

Miernik grubosci powtok izolacyjnych
Deltascope FMP 10 Fischer Technology Inc.

Badanie grubosci powtok z metali
niezelaznych, powtok malarskich oraz
emaliowanych

Mostek Wheatstona-Thomsona Wh—Th-1 Zelap

Przyrzad do pomiaru przewodnosci elektrycznej
wtasciwej metali niezelaznych Sigmatest 2.069
Foerster

Precyzyjny pomiar rezystancji elektrycznej
Pomiar przewodnosci elektryczne;j
wiasciwej




Stanowisko do badan charakterystyk
temperaturowych metali i stopow -
dylatometr/DTA/TRA

Wielokanatowy modutowy rejestrator
temperatury Crystaldigraf NT3-8K PPUH Z-Tech

Automatyczny analizator termiczno-derywacyjny
Crystadimat PPUH Z-Tech

Badania kinetyki procesu krzepniecia

i krystalizacji metalii stopow w warunkach
przemystowych

Badanie rozktadu temperatury (8 kanatowy
przetwornik)

Badania kinetyki procesu krzepniecia i

topienia metali i stopow

w wieloetapowym cyklu

Analiza termiczno-derywacyjna (ATD)
Okreslenie temperatury solidus i likwidus stopéw
metali niezelaznych

Pomiar liniowej rozszerzalnosci cieplnej metali i
stopow

Pomiar rezystywnosci metali i stopow

w funkcji temperatury

BADANIA WtASCIWOSCI TRIBOLOGICZNYCH

Nazwa urzgdzenia

Metody badawcze

Wysokotemperaturowy tribometr
THT CSM Instruments (metoda pin-on-disc)

Wysokotemperaturowy tester tribologiczny
TWT-500N w uktadzie tuleja-watek

Okreslenie wspdtczynnika tarcia oraz stopnia
zuzycia materiatéw

Badania w zakresie do temperatury

otoczenia do 1000°C (pin-on-disc)

Badania tarciowo-zuzyciowe w zakresie od
temperatury otoczenia do 6002C (tuleja- watek)
Badania w cieczach do temperatury 300°C
Badania materiatdw oraz powtok

Profilometr optyczny interferometryczny
Profilm 3D Filmetrics

Oprogramowanie MountainsMap® Universal V7
wraz z modutami SEM oraz modutem do analizy
ziaren i czastek

Aparat do pomiaru chropowatosci powierzchni
Hommelwerke Tester T1000

Pomiar chropowatosci powierzchni metoda
stykowg i bezstykowg

Analiza topografii powierzchni i profilu wytarcia
Okreslenie wspdtczynnika zuzycia




PRZYGOTOWANIE PROBEK DO BADAN

Nazwa urzgdzenia

Metody badawcze

Przecinarki metalograficzne Struers Discotom-2,
Secotom-50, Buehler AbrasiMatic 300, pita
tasmowa 270M60 Bianco

Automatyczna szlifierko-polerka Struers
Tegramin-30, szlifierki Struers Knuth Rotor 2,
Labopol 21, szlifierko-polerki Struers Rotopol
22, Rotopol 31, Labopol-35

Automatyczna prasa elektro-hydrauliczna
Buehler SimpliMet 3000 do inkludowania na
gorgco

Urzadzenie do automatycznego trawienia
i polerowania elektrolitycznego Struers
LectroPol-5

Urzadzenie do polerowania i Scieniania
jonowego Fischione Instruments 1050 TEM Mill

o Preparatyka prébek metalograficznych

o Ciecie prébek

o Inkludowanie probek metalograficznych
technikg na zimno i na goraco,
w tym w zywicach przewodzacych

o Szlifowanie  prébek przy  zastosowaniu
wodnych papierow Sciernych o réznej gradacji

o Polerowanie probek przy zastosowaniu
tlenku aluminium lub zawiesin
diamentowych o réznej wielkosci czgstek

e  Trawienie chemiczne i elektrochemiczne probek
w kierunku ujawnienia makro lub mikrostruktury

o Preparatyka cienkich folii




BADANIA STRUKTURY MATERIALtOW

Nazwa urzgdzenia

Metody badawcze

Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop
elektronowy Zeiss Gemini 1525 wyposazony w
spektrometr rentgenowski

Quantax XFlash® 6 Bruker Nano (EDS SDD)

Skaningowy mikroskop elektronowy

Zeiss Evo MA10 wyposazony

w spektrometr rentgenowski

Quantax XFlash® 5010 Bruker Nano (EDS SDD)

o Analiza mikrostruktury i nanostruktury

o Analiza morfologii materiatéw proszkowych
przewodzgcych i nieprzewodzgcych

o Analiza topografii powierzchni

o Badania fraktograficzne (analiza przetoméw
materiatéw)

o Analiza sktadu chemicznego
w mikroobszarach (punktowa, liniowa,
powierzchniowa)

o Obserwacja wtracen niemetalicznych w
materiatach metalicznych

o Obserwacje w zakresie powiekszer od 10x
do 100000x i powyzej

Mikroskop metalograficzny Olympus GX71F
wyposazony w oprogramowanie do analizy
obrazu Stream Motion Version 1.8

o Analiza makro i mikrostruktury materiatéw

o Analiza parametréw stereologicznych
struktury (analiza obrazu)

o Tworzenie wielkoformatowych obrazow

Mikroskop metalograficzny Nikon MA200
wyposazony w oprogramowanie do analizy
obrazu NIS-Elements AR

Mikroskop Nikon Multizoom AZ100 wyposazony
w oprogramowanie do analizy obrazu
NIS-Elements BR

Mikroskop stereoskopowy Olympus SZ-6045TR

wyposazony w oprogramowanie do analizy obrazu

AnalySIS Five

mikrostruktur

o Tworzenie przestrzennych obrazéw probek o duzej
gtebi ostrosci

o Obserwacje w zakresie powiekszen
od 5x do 2000x

. Obserwacje w polu jasnym (WF) i ciemnym (BF),
kontrascie roznicowym Nomarskiego (DIC), Swietle
spolaryzowanym




